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CTE	
  in	
  Fe55	
  x-­‐rays	
  

•  5.9	
  keV	
  



Diffusion	
  in	
  CCD	
  
•  3.6	
  micron	
  in	
  100	
  micron	
  thick	
  sensor	
  



New	
  observables	
  	
  
MC	
  simula:ons	
  of	
  Fe55	
  hits	
  	
  



dFlux	
  vs	
  transfers	
  




